
 

 

 

 

 

 

 

 ＸＲＤ極点図処理におけるｄｅｆｏｃｕｓ補正と吸収補正 
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１．概要 

２．データベースに化学式を登録し、化学式から吸収係数を算出 

３．測定データに吸収係数と厚さが登録されていない場合 

４．ｄｅｆｏｃｕｓ補正の自動補正（Ｃｕｂｉｃ） 

５．ｄｅｆｏｃｕｓデータがない場合（Ｃｕｂｉｃ） 

６．ｄｅｆｏｃｕｓを内部で計算の場合（Ｃｕｂｉｃ） 

７．ｒａｎｄｏｍ試料が得られないＴｉｔａｎｉｕｍの解析 

 ８．軸配向高分子材料の厚さ計算 

 ９．Ｐｌｏｙｅｔｈｙｌｅｎｅの極点図、ＯＤＦ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．概要 

  ＸＲＤ測定では、結晶粒の影響を軽減させるため、照射面積を広げ、平均的な方位密度測定が行われている。 

  照射面積を広げると、試料を煽って測定する際に集中法からずれる事から、回折ピークが広がり強度変化が 

  発生する。高分子材料の極点測定では回折に寄与する体積変化による回折強度の変化している。 

  このような事から、極点処理ではｄｅｆｏｃｕｓ補正と吸収補正が必要になります。 

  測定に際し、ｄｅｆｏｃｕｓ補正の為に、無配向試料によるｒａｎｄｏｍ測定が行われるが、 

  完全なｒａｎｄｏｍ試料を得ることは難しい。 

  高分子材料では測定時、吸収測定を行い、測定データに吸収係数を登録するが、補正が足りない傾向も見ら

れる。   

 このような事から、サポートソフトウエアの補強を行った。 

  各種補正の目安は、ＶａｌｕｅＯＤＦＶＦのＥｒｒｏｒプロファイル（Ｒｐ％）が±１．５％内である。 

 極点データにエラーがあっても、ＯＤＦ解析結果はほとんどエラーを含まない。 

  ＬａｂｏｐＴｅｘの場合、極点図のエラーはＲｐ％、ＯＤＦのエラーはｄＲｐ％として表示される。 

 例えば、ＢＣＣ－ＦｅとＦＣＣ－Ｆｅが含まれる材料の場合、ＢＣＣ｛１１１｝にＦＣＣ｛１１１｝が 

 重なって測定される事があります。 

  

 この様な材料を測定するとＲｐ％が大きくなるが、ｄＲｐ％は小さい。VolumeFraction では 

  重なりがあると、結果は小さい定量値を示す。 

 詳しくは、HelperTexサイト技術資料１の 

  

 を参考にして下さい。 

 この様なケースでない場合、測定データにｄｅｆｏｃｕｓ補正や吸収補正が不十分な場合 

 （Ｒｐ％プロファイルが±１．５％に入らない） 

 本資料による対策が有効になります。 

  

 

 

 



２．データベースに化学式を登録し、化学式から吸収係数を算出（吸収補正の参考） 

  

  データベースに化学式が登録されていない場合、入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．測定データに吸収係数と厚さが登録されていない場合 

 ＰＥ測定データに間違った値が登録されている 

  

  材料選択で吸収係数を算出（化学式入力では Calcで算出）Cu,Moに対応 

  

 Changeで一括変更します。 

  

  



４．ｄｅｆｏｃｕｓ補正の自動補正（Ｃｕｂｉｃ） 

 

ｒａｎｄｏｍ補正結果 

 

＋再ｄｅｆｏｃｕｓ補正結果 

 

 ３．７％が３．０％に改善されます。 



５．ｄｅｆｏｃｕｓデータがない場合（Ｃｕｂｉｃ） 

 

ｄｅｆｏｃｕｓ補正なし（Ｒｐ％プロファイルが±１．５％オーバ） 

 

再ｄｅｆｏｃｕｓ補正結果 

 

 １０．９％から４．９％のい改善されます。 



６．ｄｅｆｏｃｕｓを内部で計算の場合（Ｃｕｂｉｃ） 

 

内部ｄｅｆｏｃｕｓ補正結果 

 

再ｄｅｆｏｃｕｓ補正結果 

 

 ３．９％から２．７％に改善 



７．ｒａｎｄｏｍ試料が得られないＴｉｔａｎｉｕｍの解析 

 ｒａｎｄｏｍ試料が得られない場合、ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ２ソフトウエアによる 

 計算ｄｅｆｏｃｕｓ手法で計算する。 

６．ｄｅｆｏｃｕｓを内部で計算の場合と同じであるが、Ｈｅｘａｇｏｎａｌの為、 

再ｄｅｆｏｃｕｓ機能は使えない。 

計算ｄｅｆｃｏｕｓで処理したデータからＯＤＦ解析を行い、再計算極点図をＥｘｐｏｒｔし 

ＶａｌｕｅＯＤＦＶＦソフトウエアの再ｄｅｆｏｃｕｓ機能を使う。 

詳細はＨｅｌｐｅｒｔｅｘサイトの技術資料２ 

 

 

 を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．軸配向高分子材料の厚さ計算 

高分子材料の場合、吸収の影響により補正結果が大幅に異なります。 

Ｘ線を使って材料の吸収を計算しても、実際にＯＤＦ解析時に測定エラーが存在していることが 

ＶａｌｕｅＯＤＦＶＦのＲｐ％プロファイルで確認できます。 

エラーにはｄｅｆｏｃｕｓも含まれている可能性があります。 

もし、軸配向材料極点図に極が出現し帯状にならない場合、極点図の帯がＴＤ軸（ＲＤ軸）に平行な 

極点図を選び解析することで材料の厚さが計算できます。 

ＨｅｌｐｅｒＴｅｘサイトの技術資料２を参考にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．Ｐｌｏｙｅｔｈｙｌｅｎｅの極点図、ＯＤＦ図 

高分子材料の吸収補正（ｄｅｆｃｏｕｓを含む）を考えるために、Ｅｒｒｏｒをほとんど含まない 

極点図、ＯＤＦ図を作成、次に吸収補正が必要な極点図、ＯＤＦ図を作成し比較を行った。 

ＨｅｌｐｅｒＴｅｘサイト技術資料２ 

 

 

 この吸収補正されていない極点図のＯＤＦ解析結果から 

 Ｅｒｒｏｒの補正曲線を作成（再ｄｅｆｃｏｕｓ機能）から補正極点図を計算し 

    入力極点図に吸収補正を行って、補正極点図に近いｍｕ＊ｔを計算する。 

 このｍｕ＊ｔで入力極点図を再補正を行いＯＤＦ入力する。 

 この処理は 

 

を参考にして下さい。 

 


